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第 3章においては傾斜試料回転法を定量分析に応用するために、その精度を検討した結果と Cu ，A~
Au などの純金属について得られた一連の実験結果が述べられている。これらの結果はこの方法により
求められた吸収補正曲線をそのま冶傾斜試料の吸収補正に用いることが可能で、あることを示している。






なった結果をまとめたもので、従来あまりなされていない合金のモンテカルロ計算を 2 ， 3 の仮定を、
おいて実行している。結果はかなりよい一致をみている。
総括は本論文の研究結果をまとめたものである。
論文の審査結果の要旨
X線マイクロアナライザー (XMA) による定量分析にむいては、分析精度を良くするためには原
子番号効果、吸収効果、蛍光励起効果に対する補正の精度をあげることが必要で、従来は主に垂直入
射に対して研究されてきた。一方走査型電子顕微鏡にむいては、試料を傾斜させる方が有利で、あり、
これと XMA とを組合せた装置の必要性から考えて、傾斜試料に対する定量補正法を確在することが
重要になった。本論文はこれを主目的とした一連の実験および計算の結果をまとめたものであり、傾
斜試料回転法を導入して吸収補正を行ない、同時にこの方法により得られた結果を!日いて蛍光補正
を行なう計算式を導いている。原子番号補正は Archard- Mulvey法による方法を月!いている。これら
を二元合金の定量分析に適用した結果は化学分析値とかなりよい一致を得ている口一方、モンテカル
ロ j去を合金試料に対して試み、上記の方法により得られた実験結果と比較検討し良好な一致が得られ
ている。このことは理論的に補正計算を行なう可能性を示しているものといえる。
以上の研究結果は、従来困難とされていたXMA による定量分析に大きな貢献をなしたものと信じ
られる。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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